AzuReO65 I AzuRe

* Azulejo hispano-mourisco de aresta,
provavelmente da segunda metade do
século XVI

* Origem da producao: Producao portuguesa
ou espanhola

° Local: MNAz

Amostras na Azulejoteca: Seccao polida
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Indice

Caracterizacao morfoldgica

v Imagens de microscopia 6tica (OM)

v Imagens de microscopia electronica (SEM)

Caracterizacao quimica
v Andlise por SEM/EDS
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AzuRe065
CARACTERIZACAO MORFOLOGICA: IMAGENS DE MICROSCOPIA OTICA
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Equipamento: )
Lupa binocular Leica M205 C com cdmara acoplada Leica DFC295. voltar ao indice
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CARACTERIZACAO MORFOLOGICA: IMAGENS DE SEM

20.0kV 11.2mm x45 BSECOMP 40Pa A . 20.0kV 10.3mm x85 BSECOMP 40Pa

W A

20.0kV 12.2mm x350 BSECOMP 40Pa 100um 20.0kV 12.2mm x350 BSECOMP 40Pa

Equipamento:
Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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CARACTERIZACAO MORFOLOGICA: IMAGENS DE SEM

20:0kV 10.3mm x1.30k BSECOMP 40Pa 40.0um 20.0kV:10.3mm x1:60k BSECOMP 40Pa 30.0um 20.0kV 10.3mm x3.50k BSECOMP 40Pa 10.0um

Equipamento:
Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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ANALISE POR SEM/EDS

Equipamento:

Microscopio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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ANALISE POR SEM/EDS
VIDRADO BRANCO

cps

10°

Al

P Sn

Ca Fe Mg
o Na AllSiP I

107

10'2—:
N — T T ‘ T T T T T T T T T T
0 5 10 15
- keV -
AzuRe065 EDS Vidrado.xls
Equipamento:
Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice

LABORATORIO NACIONAL £9 REPUBLICA PATR'"C’N'O N A c 1 0o N A L ( 'I'P'""h o -
@ DE ENGENHARIA CIVIL % PORTUGUESA CULT b o 3 6 l-ERCULES FC f:"k;f;f:;: DR COAZUTEIOTECH

CULTURA


../MariaAugusta/ArquivoDigital_Azulejos/Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe065/AzuRe065_EspectroEDS_Vidrado.xls

ANALISE POR SEM/EDS
CHACOTA
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Equipamento:
Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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../MariaAugusta/ArquivoDigital_Azulejos/Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe065/AzuRe065_EspectroEDS_Chacota.xls

AzuRe065 HlEsiAzuRe
ANALISE POR SEM/EDS

Composig¢dao quimica (% m/m, normalizada a 100%)*

Area Analisada Na Mg Al Si P K Ca Ti Fe Sn Pb (0]

“ 2,35 0,68 1,52 18,16 (a) 1,01 2,05 -- 0,70 1,60 43,51 28,42

1,54 3,02 6,95 18,59 (a) 1,67 17,58 (a) 3,85 - 7,33 39,47

chacota

*Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra (ver aviso). O teor de

oxigénio foi calculado estequiometricamente com base nos éxidos mais comuns de cada um dos elementos; a) detetado mas ndo
quantificado.

Equipamento:

Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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